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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ET LOGICIELS UTILISES POUR LES MESURES
PENDANT LES ESSAIS DE CHOC A HAUTE TENSION —

Partie 1: Prescriptions pour les appareils

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de nor.»2"sation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la Cr'). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norralisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, iblie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desqrels .2' + Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gol ‘erner entales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La TEIl collaoore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des cond®ios ‘ixécs par accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions teckniques 1eprésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant doni.» cue les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recomr andctions internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techriqucs oo guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités ..ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les | arm :s internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs.dans cette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le .ma.quag2 comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déci~ré coi..orme a lI'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certiin® des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété inteliectuc’ie ,u de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifi€ de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEi £1083-1 a été établie par le comité d'études 42 de la CEl:
Technique des essais & auweension.

Cette deuxiéme éd: ion annule et remplace la premiére édition publiée en 1991 dont elle
constitue une révision *echnique. Cette édition remplace également la premiére édition de la
CEI 60790 putblie~ en 1984.

Les normes ‘utures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité
ci-dessus. Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors d'une
prc-han.: édition.

‘e wexte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

42/164/FDIS 42/166/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INSTRUMENTS AND SOFTWARE USED FOR MEASUREMENT
IN HIGH-VOLTAGE IMPULSE TESTS -

Part 1: Requirements for instruments

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardize on c>mprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC Iv to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and lectronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. T eir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the.suu,o~ dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmentz’ orga. izations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closc'v with ‘ne International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determireu by Lgreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since eac: te hnical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for int >rnat'onal use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports ¢ gt'des ~..d they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC Natioral Com nittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possiole 11 their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponuiig national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to inc c¢ate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with ¢~e of 1o standards.

Attention is drawn to the possibility that s m~ of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be hela esponsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 22985 1 has been prepared by IEC technical committee 42: High-
voltage testing techniques.

This second editior concels and replaces the first edition published in 1991 of which it
constitutes a techmcal revision. This edition also replaces the first edition of IEC 60790
published in 194,

Future standaras in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standaris in tiis series will be updated at the time of the next edition.

The *ext ¢f this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
42/164/FDIS 42/166/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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La version francaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.

En cas de divergence entre la version frangaise et la version anglaise, I'anglais fait foi.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les mots en gras sont définis en 1.3.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

L'annexe D est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu'en 2008. A cette date, seion
décision préalable du comité, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

« amendée.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Words in bold are defined in 1.3.

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annex D is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn;
¢ replaced by a revised edition, or

¢ amended.
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APPAREILS ET LOGICIELS UTILISES POUR LES MESURES
PENDANT LES ESSAIS DE CHOC A HAUTE TENSION —

Partie 1: Prescriptions pour les appareils

1 Geénéralités
1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61083 est applicable aux enregistreurs numéricuec. y
compris aux oscilloscopes numériques, aux oscilloscopes analogiques et aux valtm dtres
de créte utilisés pour les mesures pendant les essais de choc mettant en ceuvre ces (>nsions
ou des courants de choc élevés. Elle spécifie les caractéristiques de mesu.2 et les
calibrages prescrits pour satisfaire aux procédures et précisions de mesure sp‘cifiées dans la
CEI 60060-2.

Cette partie

e spécifie les termes particuliers spécifigues aux enregistre.irs numériques, aux
oscilloscopes analogiques et aux voltmeétres de créte,

e donne les prescriptions nécessaires pour ces apparei's afin d’assurer leur conformité aux
prescriptions relatives aux essais de choc mettant en c>uv e des tensions ou des courants
de choc élevés, et

« donne les essais et procédures nécessaires pcur sausfaire a ces prescriptions.

Seuls les enregistreurs numériques permettant I'accés aux données brutes stockées de
stockages permanents ou temporaires son. traités dans la présente norme. Les données
brutes et les informations d’échelle corresneridantes peuvent étre

e imprimées graphiquement, o

¢ mémorisées en format numérigqu-.
1.2 Références normatiryces

Les documents normati‘s su.vants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constizi:en. des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 61083.
Pour les références dati es, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
partie de la Cci 61083 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les
plus récentes les documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la
derniére édivon du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEIl et de

I''SO pcssédent le registre des Normes internationales en vigueur.

T2l T0060-1:1989, Techniques des essais a haute tension — Premiére partie: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEIl 60060-2:1994, Techniques des essais a haute tension — Partie 2: Systemes de mesure
Amendement 1 (1996)

CEIl 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure — Section 4: Essais transitoires d'immunité aux électriques rapides en salves.
Publication fondamentale en CEM
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INSTRUMENTS AND SOFTWARE USED FOR MEASUREMENT
IN HIGH-VOLTAGE IMPULSE TESTS -

Part 1: Requirements for instruments

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61083 is applicable to digital recorders, including digital oscilloscopes,
analogue oscilloscopes and peak voltmeters used for measurements during tests with high
impulse voltages and high impulse currents. It specifies the measuring characteristics and
calibrations required to meet the measuring uncertainties and procedures specified in
IEC 60060-2.

This part

« defines the terms specifically related to digital recorders, analogue oscilloscopes and
peak voltmeters,

¢ specifies the necessary requirements for such instruments to ensure their compliance with
the requirements for high-voltage and for high-current impulse tests, and

¢ establishes the tests and procedures necessary to demonstrate their compliance.

Only digital recorders that permit access to raw data from permanent or temporary storage
are covered by this standard. The raw data, with relevant scaling information, may be

e printed graphically, or

e stored in digital format.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61083. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 61083 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test
requirements

IEC 60060-2:1994, High-voltage test techniques — Part 2: Measuring systems
Amendment 1 (1996)

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC Publication





